An.
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Waldemar A. Monteiro - Dept? de Metalurgia -IPEN-CNEN/SP.

0 estudo dos mecanismos de deformagao e fratura po
de ser feito por meio de observaqoas diretas utilizan
do-se de microscopia eletronica de transmissao (200kv)(1L
onde se utiliza_a técnica de deformagao "in situ", O prin
cipal problema & a preparagao de amostras ld.qundna a tac
nica em questao.

Na figura 1, nos temos os varios formaton dl amos
tras utilizadas no estagio de deformagao 'in situ” do mi
croscopzo eletronico de transmissao. As amostras tem ig
mensoes reais de 7um x 2,8mm x 0,2mm para comprimento,
largura e espessura, respectivamente.

(s processos usuais de obtencao destas amostras 8ao:
estampagem e/ou polimento eletrolitico (Tecnica da Janela),
0 aspecto crztlco na preparaqao das_amostras, apos o poli
mento final, e a sua auto-sustentaqao, prlnclpalmente nas
amostras de tipo a, ¢ ¢ e da figura 1. Alem dilsa, deve
mos lembrar que quando se utiliza estampagem, ha {ntrodu~
gao de deformagao localizada, sendo que necqlnarin LU 1 )
cozimento posterior, para alivio de tensces.

Devido aos problamas acima nnumaradal. alénm da neaus
sidade de se obter um numero razoavel de amostvas (em ra
zao da reprodutibilidade), foi desenvolvido um matodo de
preparagao utilizando o processo empregado em microsle
tronica para fabricagao de circuitos impressos, O diagra~
ma da figura 2 mostra a sequéncia utilizada na preparagao
das amostras. Apos a obtengao das amostras, ‘com o formato
da figura 1 f e dimensoes acima citadas, uma ares central

das mesmas, de aproximadamenta 2mn de didmetro @ alatyapg
lida até a obtengao de um furo cencral, com Hress_  trany
m1881veis aos eletrons, para o ensaio de deformagac "in
situ", onde serao observados os fenomenos da deformagao.
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Fxgura 1 - Pormatos de amostra pAara a deformagaa
"in situ" no microscopio eletronico de transmissao.
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Fxgura 2 - Diagrama da sequencia de operaqoos para ob
cengao de amostras para tragao "in situ" em micros-
copia eletronica de transmissao.

312

A I,




